Backward Patent Citations and Inventors' Recognition of Differential Influences (Japanese) by WADA Tetsuo
%1





IUUQXXXSJFUJHPKQKQ      RIETI Discussion Paper Series 10-J-001 










































































































ということの実証に使われた例がある（Jaffe, Trajtenberg, and Henderson 1993） 。また、
大学や公的研究機関の研究成果による外部インパクトに関する研究にも用いられた
（Trajternber, Jaffe, and Henderson, 1997; Jaffe, Fogarty, and Banks 1998） 。さらに、企
業間契約関係が知識フローと関係がある、という発見（Mowery, Oxley and Silverman, 










る論文(Trajtenberg, 1990) のタイトルが“A penny for your quotes”ということからわかる
ように、特許の経済価値と特許引用の関係において、もともと特許引用ごとの違いはあま
り考えられていなかった。特許引用を用いて特許ごとの技術的一般性（Generality）や独創










用の違いに関する研究がある（Alcacer and Gittelman, 2006, Alcacer, Gittelman, and 






























































































                                                  
1  ここで用いた日本の審査官引用のデータ源は４－１－２で後述。 



































                                                  






































                                                  

























  Ｈ１およびＨ２の検証に用いたのは、特許発明者に対する RIETI 発明者サーベイ（２０
０７年実施）の回答者に対して、さらに追加質問を行った２００８年の追加サーベイのデ
ータである。いくつかの追加質問に対して発明者の貴重な協力が得られた。このうち、本









の審査官引用は、2002 年から 2005 年にかけ、後藤晃教授を中心として特許庁整理標準化









４－２.  推定したモデル 
４－２－１．仮説１および２の検定方法と使用データ 
まず、H1A、H1B と H2 に関する検証を行うため、発明者が後方引用特許それぞれにつ
いて相当程度に基礎としたかどうか、に関するバイナリ変数を被説明変数にとり、次のよ
うな Logit 質的検定モデルを用いる。 
 
DEPENDENCE ij,  = f(WITHIN_FIRM_B_CITE_DUMMYij, INVENTOR_BCITE_DU
MMYij,   E_SIBLINGSij,  I_SIBLINGSij, RECENTLY_ADDED_RATIOij, WITHIN_FI
RM_E_SIBLINGS_RATIOij, WITHIN_FIRM_I_SIBLINGS_RATIOij,   TOP_OF
_LISTij, B_CITE_LAGij, USCATｎj) 













  説明変数のうち最初の WITHIN_FIRM_B_CITE_DUMMYij は、引用している後方引用
特許も発明者の属する企業と同じ所属発明者であったときに１をとるバイナリ変数である。
H2 が正しければ、この係数は正となる。 

























企業内のものを WITHIN_FIRM_E_SIBLINGSij とすると 






































た方法に沿っており、 発明者の先行特許への依拠意識に関する Logit 質的検定モデルを用い
る。 
 
DEPENDENCE i,  = f(MAX_WITHIN_FIRM_E_SIBLINGS i, 
MAX_OUTSIDE_E_SIBLINGS i,   
MAX_WITHIN_FIRM_I_SIBLINGS i, MAX_OUTSIDE_FIRM_I_SIBLINGS i, 
TOTAL_WITHIN_FIRM_E_SIBLINGS i, TOTAL_OUTSIDE_FIRM_E_SIBLINGS i, 
TOTAL_WITHIN_FIRM_I_SIBLINGS i, TOTAL_OUTSIDE_FIRM_I_SIBLINGS i,  
SELF_CITEi, NON_SELF_CITEi, NON_SERENDIPITY i, PATENT_DOC_USEFUL i, 
INTERNAL_INFO_USEFUL i, NON_PATENT_NON_INTERNAL i, 
COMMERCIALIZED i, LICENSED i, USCATｎi） 
           ・・・(ii) 
これは 2007 年に実施された第一次発明者サーベイのデータを用いて、 「先行特許に基礎を
おいていた」と回答する確率が後方引用特許数によって有意に影響をうけるか、を、同一
                                                  
6  この変数を用いる推定では２００１年以降の後方引用特許はサンプルから除いている。 








方引用ごとに定義されているのではなく、 一次サーベイで調査対象となった特許 i ごとに定
義されたバイナリ変数であり、発明者サーベイ問４－７の主設問の回答に相当する（長岡・
塚田, 2007） 。 
  今回の H3 の焦点である被引用数の最大値や総和は次の８つの変数により検討する。 最初
に、 MAX_WITHIN_FIRM_E_SIBLINGS i, MAX_OUTSIDE_E_SIBLINGS i, MAX_WI














いて総和をとり、同時に説明変数としても加える（仮説 H3B に対応する） 。
TOTAL_WITHIN_FIRM_E_SIBLINGS i, TOTAL_OUTSIDE_FIRM_E_SIBLINGS i, 







（TOTAL_OUTSIDE_FIRM_I_SIBLINGS i） 、をそれぞれ意味する。 
  SELF_CITE および NON_SELF_CITE は企業内と企業外の後方引用数であり、それぞ
れについて、日本特許に関する審査官引用と発明者引用を定義するので４種類の変数とな
る。日本の審査官引用で計測した同一企業組織内引用は、SELF_JP_EXAMINER_BCITE 
































































IBLINGS_RATIO  ともに有意な係数は観察されていない。 
  コントロール変数の中では、サーベイ提示の中で最初に提示された特許を選ぶ傾向を示
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図２  欧州での特許引用の頻度分布 
 















表 1.  サーベイ対象特許が引用している後方引用特許群のうち発明者が先行特許として重要と回答する選択要因（Logit） 
 









Model  1  2  3  4  5  6  7  8 










        1.0808**** 
(0.19547) 












e_siblings  0.0286**** 
(0.0097) 


























recently_added_ratio                              0.04062 
(0.07215) 
within_firm_e_siblings_ratio  0.109 
(0.1693) 








































































































    0.20172 
(0.32422) 













































N  2385  2440  1765  1065  982  347  1418  1136 
Log likelihood  -1353.5  -1425.2  -1007.3  -607.9  -557.6  -227.3  -775.3  -664.68 
* significance level 0.1     
** significance level 0.05     
***significance level 0.01     
****significance level 0.005 





表 2. 記述統計量 
 
Variable  サンプル数 平均  標準偏差 最小  最大 
within_firm_b_cite_dummy    3393 0.195992 0.39702 0 1
inventor_bcite_dummy    3393 0.437961 0.4962 0 1
e_siblings    3393 2.68936 4.255 0 74
i_siblings    3393 13.1957 51.452 0 894
recently_added_ratio  1666 .2929019 1.0064 0 21.52
within_firm_e_siblings_ratio    2385 0.18417 0.31873 0 1
within_firm_i_siblings_ratio    2440 0.20006 0.33141 0 1
top_of_list    3393 0.182434 0.38625 0 1
b_cite_lag    3393 7.342765 5.9133 0 35
uscat1  3393 0.254347 0.43555 0 1
uscat2  3393 0.17153 0.37702 0 1
uscat3  3393 0.055998 0.22995 0 1
uscat4  3393 0.167698 0.37365 0 1
uscat5  3393 0.16534 0.37154 0 1
uscat6  3393 0.185087 0.38842 0 1 
24 
 
表 3.  RIETI 発明者サーベイ（原調査、2007 年度実施）において発明者が依拠した先行特許が存在すると回答する要因（Logit） 
 













































     -0.0049 
(0.0051) 
total_within_firm_i_siblings  

































































































































































uscat4 0.2458*  0.2723**  0.27** 0.2895**  0.2814***  0.274**  
26 
 

























N 4821  4821  4821  4821  4821  4821 
Log Likelihood  -3033.3  -3031.8  -3043.5 -3042.8  -3029.2 -3028.2 
 
* significance level 0.1     
** significance level 0.05     
***significance level 0.01     
****significance level 0.005 





表 4. 記述統計量（RIETI 発明者サーベイの一次サーベイ、２００７年実施） 
 
  サンプル数 平均  標準偏差  最小  最大 
dummy_q4_7  5232 0.497133 0.5000396  0  1
max_within_firm_e_siblings  5278 1.200  2.838   0  76
max_outside_e_siblings  5278 3.076  5.424   0  80
max_within_firm_i_siblings  5278 10.636  112.284   0  3645
max_outside_firm_i_siblings  5278 11.420  75.972   0  2001
total_within_firm_e_siblings  5278 2.838  7.860   0  213
total_outside_firm_e_siblings  5278 3.023  10.566   0  267
total_within_firm_i_siblings  5278 49.936  931.749   0  36222
total_outside_firm_i_siblings  5278 25.958  229.373   0  6758
self_jp_examiner_bcite   5278 0.126942 0.580615  0  10
non_self_jp_examiner_bcite  5278 0.594543 1.665529  0  19
self_jp_inventor_bcite   5278 0.206707 0.678521  0  14
non_self_jp_inventor_bcite   5278 0.421751 1.034664  0  12
self_us_bcite  2002 0.772727 1.501888  0  16
non_self_us_bcite  2002 5.169331 3.915882  0  33
non_serendipity  5218 0.693561 0.461059  0  1
patent_doc_useful  5101 3.293668 1.6452  0  5
internal_info_useful   5049 3.258467 1.531736  0  5
non_patent_non_internal   4888 19.94947 11.51144  0  55
commercialized  5278 0.505684 0.500015  0  1
licensed  5278 0.195908 0.396935  0  1
uscat1  5278 0.177719 0.382312  0  1
uscat2  5278 0.140015 0.347036  0  1
uscat3  5278 0.06745 0.250823  0  1
uscat4  5278 0.17393 0.379085  0  1
uscat5  5278 0.187382 0.390255  0  1
uscat6  5278 0.253505 0.435059  0  1
 